
ANALISI METROLOGICHE E FAILURE ANALYSIS DI SUPERFICI CON
RISOLUZIONE MICROMETRICA E NANOMETRICA

Durante il workshop sarà possibile analizzare i campioni dei
partecipanti. 

Per informazioni:
Marco Brecciaroli - marco.brecciaroli@simitecno.it
Ludovica Rossi - ludovica.rossi@simitecno.it

Mercoledì 12 Novembre 2025 
10:00-13:00 e 14:00-17:00

Sala Riunioni PT (Piano
Terra) DIMEAS 
Politecnico di Torino
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